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Sposdb skalowania rezonatora do pomiaru dobroci zkacza
diody waraktorowej

~ 'Przedmiotem wynalazku jest sposéb skalowania rezonatora do pomiaru dobroci zlacza diody wa-
raktorowej.
Diody waraktorowe s3 to elementy o zmiennej pojemnosci w funkcji napigcia. Dobro¢ ztacza waraktora
jest okreslona wzorem
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gdzie  Qj — oznacza dobro¢ ztacza
Xj — reaktancj¢ ztacza
R — oporno$¢ strat ztacza
C; — pojemno$¢ ztacza
f — czestotliwosé.
Do najbardziej typowych metod okreslania dobroci Q; nalezq metoda transmisyjna, metoda wykorzystu—
jaca transformacj¢ impedancji oraz metody rezonansowe.
Podstawows zaleta metod rezonansowych jest ich szybkos¢, gdyz po odpowiednim wyskalowaniu rezonatots
pomiarowego caly pomiar sprowadza si¢ do okreslenia dobroci rezonatora zanera]qcego diode waraktorowgy.
W wyniku analizy szeregu dotychczas stosowanych metod mozna powiedzieé, ze dobroé ztacza diody
waraktorowej mozna wyrazi¢ zaleznoscia:
0=k(H-Q -2)
gdzie Q@  — dobroé rezonatora zawierajacego waraktor
k(f) — wspétczynnik proporcjonalnosci méwiacy o sprzezeniu
zlacza warktora z rezonatorem. Warto$¢ k(f) wyznacza si¢
w wyniku skalowania rezonatora.
Rezonator pomiarowy winien by¢ matostratny, tak, aby jego wiasna dobroé¢ Qo byta znacznie wigksza od
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dobroci rezonatora z waraktorem. Jesli warunek ten nie jest spetniony prawa strone réwnosci 2)naleiy po-
mnozyc przez poprawke na straty rezonatora
9%

P=70.-0

Dotychczas byly stosowane metody skalowania rezonatora polegajace na tym, Ze do rezonatora wktadato
si¢ diody waraktorowe o znanej, uprzednio zmierzonej dobroci zlacza lub specjalnie wykonane prébki — tak
zwane diody sztuczne — ktérych dobroé¢ mozna byto obliczy¢ lub wyznaczyé doswiadczalnie. Po zmierzeniu
dobroci Q rezonatora zawierajacego waraktor lub diode sztuczng o znanym Qj mozna obliczy ¢ k(f), ze wzoru 2.

Wada opisanych sposobéw jest konieczno$¢ posiadania innej, wzorcowej metody do pomiaru wartosci @y,
wymagajacej czesto kosztownej aparatury pomiarowej. W przypadku stosowania diod sztucznych wada jest tez
trudno$é wykonania odpowiednich prébek, a ponadto rozktad pola elektromagnetycznego wokét i wewnatrz
probki jest inny niz w otoczeniu diody waraktorewej — co powoduje bt¢dy skalowania.

Celem wynalazku jest opracowanie metody skalowania rezonatora bez pomocy prébek wzorcowych lub
diod waraktorowych o znanej wartosci f,, mozliwej. do przeprowadzenia przy uzyciu skalowanego rezonatora
oraz typowego, niekosztownego sprzg¢tu. :

Wytyczony cel zostal zrealizowany zgodnie z wynalazkiem przez opracowanie sposobu skalpwania rezona- * °
tora pomiarowego wykorzystujacego zalezno$é czestotliwosci rezonansowej tego rezonatora od wartosci po-
jemnosci ztacza C; diody waraktorowej. Zalezno$¢ taka mozna zmierzy¢ okreslajac przy pomocy mostka matej
czgstotliwosci pojemnosci ztgcza diody waraktorowej,a nastgpnie okreslajac czg¢stotliwo$¢ rezonansowa odpo-
wiadajaca tej pojemnosci. Po okreSleniu tej zaleznosci warto$é k(f) oblicza si¢ analitycznie.

Zaleta metody jest to, ze skalowanie odbywa si¢ przy uzyciu sprz¢tu uzywanego p6Zniej w pomiarach, a
wigc nie wymaga zadnego dodatkowego sprzgtu.

Przyktad uktadu do stosowania sposobu wedtug wynalazku jest pokazany na rysunku, na ktérym gene-
rator G jest dotaczony na wejscie rezonatora R zawierajacego wewnatrz badang diode waraktorowa DW polaryzo-
wana ze zrédta P o regulowanym napi¢ciu. Do pomiaru czestotliwosci uzywa si¢ falomierza F sprzezonego z
generatorem G. Na wyjsciu rezonatora R dotaczony jest detektor D ze wskaZnikiem W. Wzorami wy]§c10wyml do
obliczenia wspétczynnika k(¥) sa zaleznosci energetyczne:
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gdzie f — oznacza czestotliwo$é rezonansowa, Af — zmiane czgstotliwoéci rezonansowej, Wj — energia elekirybz-
na gromadzona w pojemnosci Cj, AWj — mata zmiana tej energii We — energia elektryczna gromadzona w catym
obwodzie rezonansowym, Ps — moc strat w opornosci R z13cza waraktora

Mnozac stronami Dl 2)1 korzystajac z 3)0trzymu1e sig:

stad
Qi 292]27{67 : n
Poréwnujgc wzory 2 i 7 otrzymuje sig:
k(f) = 2Ac§/,fq ,='2% . fcfy 8,

a wigc pomiar wspétczynnika proporcjonalnosci k(f) sprowadza si¢ do zmierzenia zaleznosci f = tp(C]) a nastep-
nie obliczenia wartosci k(f) w/g wzoru 8. :

Zastrzezenie patentowe

Spos6b skalowania rezonatora do pomiaru dobroci ztacza diody waraktorowej, znamienny tym, ze mierzy
si¢ zalezno$¢ migdzy czestotliwoscig rezonansows rezonatora a pojemnoscia ztgcza diody waraktorowej, a naste-
pnie oblicza si¢ analitycznie wspétczynnik proporcjonalneéci migdzy szukang dobrocig ztacza Oy diody warakto-
rowej a dobrocia rezonatora Q zawierajacegs Lauang diod¢ waraktorows.
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